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5,00 mOhm +/- 12,50 A 0,38 mA/Bit 0...+/- 1000 V 30,50 mV/Bit 0..+/-5V 0,38 mA/Bit

2,00 mOhm +/- 31,25 A 0,95 mA/Bit 0...4/-5V 0,95 mA/Bit

1,00 mOhm +/- 62,50 A 1,90 mA/Bit 0...+/-5V 1,90 mA/Bit

0,50 mOhm +/- 125,00 A 3,80 mA/Bit 0...4/-5V 3,80 mA/Bit

0,20 mOhm +/- 312,50 A 9,50 mA/Bit 0...4/-5V 9,50 mA/Bit

0,10 mOhm +/- 625,00 A 19,00 mA/Bit 0..+/-5V 19,00 mA/Bit

0,05 mOhm +/- 1250,00 A 38,00 mA/Bit 0...4/-5V 38,00 mA/Bit

Stefan Klaric GmbH & Co. KG ¢ D-70329 Stuttgart ¢ +49 (0) 711 327776-0 ¢ www.klaric.de




